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1. SoC 内 ADC 線形性の短時間・高精度テスト 

SoC 内 ADC ではその入力信号は ADC 入力フルレンジを

均等に使うのではなく主に中心付近を使う場合が多い。

SoC 出荷試験時でのその ADC の線形性テストの際には短

時間テストで中心付近の線形性テストの精度を高めること

が重要である。しかしランプ波入力, 単一正弦波を用いる

ヒストグラム法による線形性テスト法では入力レンジで頻

度は均一、もしくは中心付近での頻度は尐なくなってしま

う[1] (図 1)。ここでは上記要求を満たすために、複数の正

弦波を足し合わせた信号を線形性テスト入力とすることに

より中心付近の頻度を増加させるアルゴリズムを提案する。 

2. 提案するテスト信号生成アルゴリズム 

三角波のフーリエ級数は以下となる。 

 

 

(n=1,2,…) 

この三角波入力フーリエ級数展開で、第一項+(n が偶数項)

を足し合わせた場合、入力波形の中心付近の傾きは緩やか

になる。その結果、ヒストグラムの中心付近が持ち上がる。

足し合わせる偶数項を増やすと持ち上がる範囲は狭くなっ

てしまう(図 2)。 

一方、第一項＋(n が奇数項)を足し合わせた場合、入力

波形の中心付近の傾きは急になり、両端付近は逆に緩やか

になる。したがってヒストグラムの中心付近は下がり両端

付近が持ち上がる。足し合わせる奇数項を増やした場合中

心付近の下がりは大きくなるが、両端の持ち上がる範囲は

広くなる(図 3)。 

奇数項でのヒストグラムの中心付近の下がりに対し、偶

数項での持ち上がる割合の方が大きいことが分かった。そ

こで、足し合わせる偶数項、奇数項、及びその振幅を調整

した信号をテスト入力とすることにより、中心付近でヒス

トグラムの持ち上がる量を維持しつつ、その持ち上がる範

囲を広げることができる(図 4)。 

複数正弦波を合成するテスト入力を生成するには半導体

試験装置内の任意波形発生器(Arbitrary Waveform Generator: 

AWG) を用いることで比較的容易に実現できる。すなわち

デジタル的に複数正弦波の合成信号を発生させて DA 変換

器に入力し、その出力を低域通過アナログフィルタを通し

て ADC にテスト信号として入力する。 

  今後は 入力波形合成アルゴリズムのシステマッテック

な設計法の確立と実験による有効性の確認をおこなう。 
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図 1.単一正弦波の場合と目標のヒストグラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.第一項+(n が偶数項)の場合のヒストグラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.第一項+(n が奇数項)の場合のヒストグラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.調整後の合成入力波形でのヒストグラム 
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